Raport asupra performantelor microscopului AFM achizitionat in cadrul proiectului

Microscopul AFM Cypher S (Oxford Instruments, Asylum Research) achizitionat este destinat pentru
studiul suprafetelor in conditii normale de presiune si temperaturd, cu posibilitate de scanare in aer si in
lichid (picaturad).

Echipamentul a fost instalat in data de 04.06.2019. Tn perioada 04-06.06.2019 a fost instruit personalul, iar
pina la 28.06.2019 au fost investigate probe provenind atit de la laboaratoarele INCDTIM (depuneri de filme
subtiri prin MBE Molecular Beam Epitaxy), cit si probe (senzori electrochimici, celule fotovoltaice) de la
partenerii/colaboratorii nostri (Universitatea de Medicind si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca,
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca).
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Imagini de la instalarea microsbopului AFM é‘ypher, inainte si dupa montarea incintei de izolare acustica.
Trainingul a fost efectuat de Friedhelm Freiss (Asylum Research, Oxford Instruments).




Microscopul AFM achizitionat permite inregistrarea topografiei si morfologiei suprafetelor cu rezolutie si
stabilitate termica crescute, care contribuie la reducerea artefactelor.

Tn acest moment, sistemul este fi singurul de acest fel din tard (dupa informatiile noastre), iar la nivelul
INCDTIM, el completeaza infrastructura integrata de microscopie de scanare SPM (scanning probe
microscopy), urmind sa deserveasca tematici de cercetare legate de nanotehnologie, nanofabricatie, stiinta
materialelor, senzoristicd, materiale inteligente si polimeri. Noul sistem AFM ofera informatii
complementare celor furnizate cu microscoapele electronice din cadrul Laboratorului Integrat de
Microscopie Electronicd LIME al INCDTIM, fiind integrat in infrastructura complexa de microscopie de
inalta rezolutie.

Microscopul a fost achizitionat Tn cadrul Proiectului 32 PFE “Cresterea capacitatii si performantei
institutionale a INCDTIM Cluj-Napoca” si este destinat cercetarilor necesare pentru caracterizarea
materialelor prin scanarea suprafetelor, cu inaltd rezolutie, pentru Studiul materialelor nanostructurate,
filmelor subtiri, polimerilor etc. Microscopul AFM Cypher S permite efectuarea masuratorilor de inalta
rezolutie pentru suprafete/ probe din stiinta materialelor si stiintele vietii, in aer si in lichid (picaturd), cu
scanare rapida, cu rezolutii spatiale ridicate.

Caracteristicile tehnice

v Microscopul este plasat intr-o incinta ce asigura atenuarea/izolarea vibratiilor/zgomotelor acustice,
este echipat cu sistem antivibratii integrat

v Scanner de tip flexure-guided design

v Domeniul maxim de scanare XY 30 um x 30 um n closed-loop, rezolutia XY < 0.06 nm, domeniul
de scanare pe Z 5 um, rezolutie Z < 0.05 nm

v Sistem de detectie cantilever. Pozitionarea spotului laser pe cantilever si centrarea sistemului de
fotodiode de detectie sunt motorizate si automate, sistemul de detectie este compatibil cu cantilevere
de dimensiuni reduse cu lungimea sub 10 pum (cu zgomot termic redus), permite interschimbarea
usoard a diferitelor surse de lumind de detectie a cantileverului (laseri/SLD cu dimensiunea spotului
de 3 pm x 10 pum, respectiv 10 pm x 30 pum).

v" Suport proba/dimensiuni proba. Sample mount acomodeaza probe cu dimensiunea de 1.5 cm
diametru si 7 mm finaltime (insd pot fi analizate probe mai mari, in functie de forma acestora),
sistemul deplaseaza proba motorizat, controlat din software (software controlled motorized XY stage)

v Imagistica optica. Microscopul AFM este echipat cu videomicroscop cu zoom optic si focalizare
motorizate controlate din software, cu iluminare Kohler cu LED si controlul intensitatii acesteia din
software. Observarea probei si a cantileverului: din partea superioara (direct on-axis sample view
from top), ortogonal pe proba si fara obstructii. Optica (obiectivul integrat) are corectie apocromatica
si apertura numericd NA 0.45. Iluminarea este echipatd cu diafragma apertura si diafragma camp
reglabile din exteriorul incintei de izolare acustica. Campul vizual (top view field of view) 0.65 mmx
0.9 mm, rezolutie optica: <1 pm, camera CMOS color 3 Mpixeli.
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Retea de calibrare. AC mode. Pattern obtinut prin litografie nanoimprint (NIL)
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Imagini obtinute cu la INCDTIM cu microscopul AFM Cypher S
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Zgomotul sistemului de detectie: cand cantileverul nu este in contact cu proba < 7 pm, zgomotul cu
cantileverul pe suprafata (vertical noise floor / Z noise level / on surface noise) < 15 pm, zgomot
senzori: Z: <50 pm Agev (,,Allan Deviation™), XY < 60 pm Age (in banda 0.1 Hz+1 kHz).

Moduri de lucru: Microscopul functioneaza in modurile clasice tapping/AC si contact. Simultan,
pot fi achizitionate diferite canale de date.

Get Started™ pentru optimizare automata a setpoint-ului, gain-ului, vitezei de scanare si amplitudinii
de excitare a cantileverului.

reglaj fin si ajustarea tuturor parametrilor de scanare in timpul inregistrarii imaginilor prin
knob/”hamster”.
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ADN. Imagini topografice. Cypher S (AC mode in aer) (05.06.2019)

Range [340nm |¢ [ ColorBar | Commands ~| 3D




Range 40000 nm/$ M ColorBar | Commands | 3D |Lv

A
ofiset(0pm |3 | Auto | Coloritap Grays256 | v | 5

= 2 HR  AmR  PhR  ZSR

nm
200

Block copolimer (AC mode, aer, 05.06.2019)
v' Operare, achizitie, prelucrare date: Igor Pro 6.1 (WaveMetrics).

v Au fost obtinute imagini cu rezolutie atomica (in modul contact, scan frequency 15 Hz), pentru probe
atomically flat (freshly clived mica).
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